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Mecanismos Basicos

Fotones: interactuan con los electrones del medio mediante dos
procesos fundamentales, en un caso son absorbidos por los atomos
desapareciendo del haz (efecto foto-eléctrico) y en otros casos son
desviados por los electrones (dispersion Compton).

Particulas cargadas (a, p-, p%,p): interactlan con la materia
entregando su energia en procesos de multiples etapas, excitando e
ionizando los atomos que encuentran en su camino.




smos Especificos de
accion de las Radiacione

camente, ionizacidon y excitacion; a
tos se utilizan para la deteccion.

adiaciones de particulas cargadas (a, B-, B+,
xcitan e ionizan los atomos de la materi
a primaria.

es X y y: Excitan e ionizan los ato
la en forma secundaria.




on de un par electron - ion positi
asociada a la migracion de electrones
0 eléctrico puede servir en la deteccion.

M ~~> Mt + e°

una particula beta:

i particula dispersada

&  electron eyectado




ion de un electron a un estado de
a en la molécula; si el retorno al e
mental se produce con emision de radi
nosa, es posible convertir esa emision en
0 eléctrico, util para la deteccion

M ~~=- M*

una particula beta:

nivel electronico

excitado
g particula
dispersada




n Especifica

umero de pares idn-electron producido
rticula incidente, por unidad de recorrid
edio material.

particulas alfa producen una ionizaci
ifica muy elevada (pierden la totalidad
rgia en un recorrido muy corto).




de Particulas Cargadas

maxima distancia de penetracion e
I0 absorbente.

iculas pesadas: el alcance coincide con
gitud de la trayectoria, ya que ésta es
Ximadamente rectilinea.

nes: la trayectoria es muy errati
eante, por lo que el alcance resu
ior a la longitud de la trayectori




Radiacion Natiwrdeza Carga Penetrad onen Penetraddn en
Are soli dos
' 4 micleo de helio 12  CETHMELToR ~ TTCTOIELTOR
(2 protones v 2 eutrones)
B electron -le 2 TTEATOR ~ THITETCR
electromagnetica TTELICR




Fuente o |

yvy

on de las Radiaciones
ntacion Grafica

Papel

Fuente B I

Detector

Fuente y I

\AA4

yvy

Fuente o |

Fuente B ||

5 mm de Aluminio

Detector

Fuentey ||

Fuente o I

AAA4

Fuente B I

10 mm de Plomo

»

Fuente vy I >

Detector

yvyv
B TN B T B T




S22

C
0.’.1 0 o
..‘3%.‘,&.-
IONS go ; ot

INCIDENT RE 23
PARTICLE }A - o .0 . o o0y .'k-,,,,-,.,.?.’fs'."
i s %‘.".‘7"’?‘8. T SR ROOM T RO A T

\ %0

\

\

\

s RANGE OF PARTICLE

& .

Ficure 421, The course of a heavy charged particle through matter. In this example a
glancing nuclear collision is indicated at B. Ions are formed along the track left by the recoiling
jonized alom D. The primary particle comes to rest at C. The density of ions is greatest just
belore the particle comes to rest. It is here that the lincar energy transfer is greatest,



INCIDENT
ELECTRON

B RANGE OF ELECTRON

. Ficure 4-22. The path of an electron undergoing multiple scattering. The density of ions
formed along the track is less than that seen for the heavier particles. At B some of the electron’s
energy is transferred to another clectron. The path of the secondary electron is sometimes called
a delta ray. At C a photon is formed due to the bremsstrahlung process. Other delta rays and
bremsstrahlung photons are generated in subsequent scattering encounters. Near the end of the
path, the ion density increases.



INTERACCION

RADIACIONES - PARTICULAS CARGADAS PESADAS FOTONES
L/IATERIA (a’B_’B+’p) (x,-y)
EXCITACION/IONIZACION PRIMARIA SECUNDARIA
MATERIAL MATERIAL
FUENTE (o, B, p*, p) s DETECTOR FUENTE (Y, X) : : DETECTOR
CONFIGURACION fii | =S
by h | — ™
PARA MEDIR T ] = ™
LA ATENUACION : E : :
— (INTENSIDADo {1 ;
(INTENSIDAD o : : N° de particulas) : :
N° de particulas) ' : lo ' | I(d) -1 e'lvld
GRAFICOS DE ' P kY . dip=(n2)n
ATENUACION lo/2 : : :
(INTENSIDAD EN FUNCION L s T “—> d (ESPESOR)
DEL ESPESOR d DEL ‘ e g e e .
: Ry : ' - ) F ME L= COEFICIENTE DE ATENUACION TOTAL
MATERIAL) '.*—»-Rl L :if‘ /CLI.L('AANY'\J((‘JI?;(I'I.'II?/(\)I’()LA[)() dy/2= ESPESOR DE SEMI-REDUCCION
Rim: ALCANCE MEDIO w: COEFICIENTE DE ATENUACION TOTAL
R ALCANCE EXTRAPOLADO di : ESPESOR DE SEMI-REDUCCION
MAGNITUDES R vy Re dependen de: 1wy dip dependen de:
4 " R L + 5 : i
QUE MIDEN ¢ Tipo ¢ de particula incidente (¢, B, B, p). ¢ Energia E de los fotones incidentes.
PENETRACION ¢ Energia E de la particula incidente.

¢ Numero atomico Z del material absorbente.
¢ Densidad p del material absorbente.

Rm= Rm(t’ E’ Z’ p) ? Re= Re(ta E’ Z’ p)

+ Numero atomico Z del material absorbente.
¢ Densidad p del material absorbente.

U=u (Ea Z, P , dip= di(E, Z, )]




